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et les numériciens. Par contre, même si elles
sont parfois accessibles, elles ne sont pas du
tout nécessaires pour la plupart des lecteurs.
En fait, plusieurs sections sur les méthodes
numériques auraient très bien pu être relé-
guées dans un appendice et je soupçonne
que de nombreux lecteurs choisiront de ne
pas les lire. Cette confusion dans les objectifs
est d’autant plus regrettable que sur le plan
des méthodes quantitatives en géologie, ce
livre n’apporte pas grand-chose par rapport à
la très abondante littérature qui existe déjà.

Par contre, comme introduction à la
thermo-chronologie, ce livre est unique ; il est
bien structuré et il présente de façon claire,
tant à travers le texte que par les figures, les
méthodes de la thermo-chronologie. Je ne
doute pas qu’il sera très utile à tous les étu-
diants gradués en géologie et à tous les pro-
fessionnels qui veulent en savoir plus sur la
thermo-chronologie.

Jean-Claude MARESCHAL
Université du Québec à Montréal
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La microsonde électronique (EMPA) et le
microscope électronique à balayage (SEM)
sont deux techniques d’analyse très utilisées
en géologie. La première était dédiée origi-
nellement et spécifiquement à l’analyse quan-

titative d’échantillons présentés en section et
sur lames polies. Le SEM était, pour sa part,
utilisé pour produire des images à haute réso-
lution d’échantillons géologiques bruts et
polis. L’auteur, dans cette deuxième édition,
tout en procédant à un examen exhaustif de
la théorie reliée aux deux techniques, sou-
ligne le chevauchement de plus en plus
marqué, dans les appareils modernes, des
deux méthodes d’analyse. Il met en évidence
les avantages de chacune des deux
méthodes, le tout soutenu par des références
bibliographiques appropriées.

Dans l’introduction, l’auteur expose clai-
rement les applications et les mérites des
deux techniques dans plusieurs domaines de
la géologie. Il fait aussi un survol intéressant
des autres techniques analytiques connexes
à la microscopie SEM et EMPA.

Les premiers chapitres décrivent, d’une
façon résumée et appropriée, les principes
régissant les deux types d’instrumentation.
L’auteur fait un rappel des données théo-
riques connues sur le sujet, appuyées de
références bibliographiques récentes et
appropriées.

Les instruments SEM et EMPA, de même
que les différents types de détecteur de
mesure et d’imagerie pouvant être couplés
aux deux types d’appareil, sont par la suite
explicitement décrits et documentés. Dans
cette section, nous retrouvons aussi une des-
cription détaillée des analyseurs de rayons-X
de type WD et ED (wavelenths et energy dis-
persive), étant donné leur importance en géo-
logie. La présentation des résultats (spectres,
cartes de rayons-X, etc.) obtenus grâce à ces
deux détecteurs sont aussi clairement expli-
qués et documentés.

Les nouveaux microscopes de type basse
pression «environnemental » et «à pression
variable » sont, pour leur part, timidement
décrits et peu documentés. Il faut cependant
souligner que ces instruments sont plus

récents et que les références scientifiques à
leur sujet sont plus limitées.

Le dernier chapitre, très important pour
les applications en géologie, concerne la pré-
paration des échantillons. Il fournit l’essentiel
pour une utilisation adéquate de la micro-
scopie de type SEM conventionnelle et
EMPA. Cette section couvre succinctement
la majorité des techniques de préparation
connues, laissant au lecteur la possibilité de
recourir aux références bibliographiques per-
tinentes pour compléter l’information.

La dernière section, représentant une
succession de spectres de rayons-X (ED), est
incluse afin d’aider le lecteur dans l’interpré-
tation des résultats analytiques. Elle est, à
mon avis, non essentielle à la compréhen-
sion de ce type d’analyse. Les appareils
récents possèdent tous un ou plusieurs sys-
tèmes informatiques capables d’identifier et
de quantifier clairement les spectres prove-
nant des différents analyseurs de rayons-X.

En général, le style est clair et le texte
agréable à lire. Les tableaux et les figures
sont utilisés efficacement, en évitant de
reprendre systématiquement dans le texte
leur contenu intégral. Les différents chapitres
du livre sont clairement identifiés et leur
énoncé en accord avec le titre de la section.
La terminologie est uniforme tout au long du
livre, de même que les abréviations et les uni-
tés de mesure. Les concepts sont clairement
définis et représentent bien l’état des
connaissances actuelles dans le domaine. Ils
sont aussi accompagnés de références
bibliographiques pertinentes.

En conclusion, cet ouvrage intéressera
les analystes, surtout les géologues initiés
aux méthodes analytiques, mais également
aux néophytes intéressés à comprendre la
théorie et la méthodologie entourant ce type
d’analyse.

Raymond MINEAU
Université du Québec à Montréal


